
 
DIFRACCIÓN 

 
 

8 CRÉDITOS 
 
OBJETIVO 

Establecer los principios fundamentales del fenómeno de difracción, haciendo énfasis en 
las características principales, geométricas y de simetría, de redes cristalinas. Discutir sus 
alcances como técnica de investigación en ciencia e ingeniería de materiales, 
especialmente en materiales cristalinos. 
 
TEMARIO 

1. Principios básicos de interacción de radiación con la materia: (14 horas) 
 1.1. Naturaleza y producción de rayos X. 
 1.2. Difracción de rayos X y de electrones: 

    1.2.1. Dispersión de Thompson.  
     1.2.2. Dispersión por electrones atómicos y por átomos individuales. 
     1.2.3. Difracción por cristales. 
     1.2.4. Análisis  geométrico. 
1.3. La ley de Bragg. 
1.4. Condiciones de Laue. 
1.5. Esfera de reflexión. 
1.6. El espacio recíproco. 
1.7. Simetrías en el espacio recíproco. 
1.8. La ley de Friedel. 
1.9. Ausencias sistemáticas. 
1.10. Intensidades  de difracción y detección de la radiación. 
1.11. Factores que efectúan la intensidad de difracción: 

1.11.1 Factor de polarización. 
1.11.2. Factor de temperatura. 

 1.11.3. Factor de dispersión atómica. 
       1.11.4. Factor de estructura. 

 
2.  Estructura de la materia: (8 horas) 

2.1.Índices de Miller. 
2.2.Sistemas cristalinos. 

  2.3.Redes de Brabais. 
  2.4.Defectos. 
 
3. Métodos experimentales de difracción de rayos X. (30 horas) 

3.1. Identificación del sólido. 
3.2.Archivos PDF (Powder Diffraction File) y JCPDS (Joint Committee of Powder 

Diffraction Standards). 
3.3.Parámetros de red. 
3.4.Polimorfos. 



3.5.Orden-desorden. 
3.6.Tamaño de cristal. 
3.7. Esfuerzos. 
3.8.Termodifracción. 
3.9.Materiales no-cristalinos. 

 
 
4. Programas de computación para difracción de rayos X: (12 horas) 

4.1. PowderCell. 
4.2. Rietveld. 
4.3. FullProf. 
4.4. Topas. 
4.5. Genaral Structure Analysis System (GSAS). 
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